
 

 

Supports the following analysis 

 Pixel size (geometric distortion) 
 CT linearity or constancy 
 Slice thickness 
 Localizer and laser alignment accuracy 
 Spatial resolution (MTF) 
 Noise and Mean CT # 
 Uniformity 
 Slice sensitivity profile 
 Low Contrast – Contrast‐to‐noise ratio (CNR) 

 
Output available as; 
 

 PDF format, exportable to Excel format 
 Data is stored in database folders for trend 

analysis 
 Trend analysis supported 

 
Supports 
 

 Phantoms: Catphan CTP700, CTP600, CTP500, CTP503 (Elekta), CTP504 (Varian), Gammex 464 ACR , 
GE, Siemens and Philips system QA phantoms 

 
New Features: 
 

 New trend test to support the Low Contrast CNR measurements 
 Availabe option to save unique baseline and tolerances values for each CT scanner in the trend 

analysis database 
 


